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Abstrakt:
Seznamime vas s modernim optickym a elektronovym mikroskopem a nastinime jejich
princip. Pomoci téchto ptistroji nasledné provedeme analyzu nezndmého prachu ze svarecské
dilny a pofidime jedny z nejpozoruhodnéjSich snimki celé¢ho TV.

1 Uvod

My, lid¢, jsme uz od pfirody stvofeni zvidava. Pfevaznou vétSinu informaci ze svého
okoli vnimame zrakem. Béhem nékolika tisic let moderni lidské civilizace jsme ale pfisli na
to, ze nase ocCi nestaci k tomu, abychom vidéli vS§e do nejmensich podrobnosti, ze existuji
velmi malé utvary, které tvoti vSechny vétsi. A tak jsme vynalezli mikroskop.

Prvni mikroskopy vznikly na pfelomu 16. a 17. stoleti, kdy se jimi na zakladé nakrest
Zachariase Jansena zabyval velky Galileo Galilei. Ptiblizn¢ o dvé a pul stoleti pozdéji je
vyroba mikroskopii zahdjena firmou Carl Zeiss a Louis Pasteur déla své velké objevy
v oblasti mikrobiologie.

Mikroskopy délime podle zéfeni, které se vyuziva k zobrazovani predméti, na optické
a elektronové, které¢ dale délime na tadkovaci a transmisni. Optickym mikroskopem
dosahneme maximalniho zvétSeni kolem 2000x, coz je dano vinovou délkou svétla. Naproti
tomu nejlepsi elektronové mikroskopy ndm umoznuji zvétsit pozorovany vzorek tak, ze
muizeme rozlisit i jednotlivé atomy.

Béhem nasi prace jsme pouzivali fadkovaci elektronovy mikroskop. Ten pracuje
s tenkym svazkem elektront, ktery dopada postupné na vSechna mista zorného pole. Pfi
interakci elektronti s povrchem sledovaného vzorku vznikaji rizné druhy zéfeni, které jsou
mikroskopem snimany. K naslednému zobrazeni vzorku se nejCastéji pouzivaji elektrony
odrazené od vzorku, piipadné¢ sekunddrni elektrony, tj. ze vzorku ,,vyrazené“ primarnim
svazkem. Dale je snimano vznikajici RTG zafeni, jehoz se vyuziva k analyze chemického
sloZeni.

Pracovali jsme s fadkovacim elektronovym mikroskopem JEOL JSM 5510LV, ktery
vlastni Katedra materiala FJFI CVUT. Tento mikroskop umoziiuje pozorovat vzorky
s maximalnim zvétSenim ptiblizné 30 000x.
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obr.2: schéma optického mikroskopu

2 Vlastni prace
Vzorek a jeho zpracovani
Jako vzorek pro naSi praci jsme vybrali kovovy prach ze svarecské dilny. Pro prvni
pozorovani jsme vzorek nijak neupravovali, pro dalsi pozorovani jsme jej zalili do vodivé
bakelitové pryskyfice, nasledné¢ vybrousili a wvylestili. Cilem na$i prace bylo urcit
chemické slozeni vzorku.

Makrostruktura vzorku (neupraveno)

=

150 pm

150 pm Y e

SE (metoda detekce sekun&éich elektronil)

o }

Obr.3: Prasek v elektronovém mioskbpu



ani snimkt z optického a elektronového mikroskopu (zalito, brouseno)
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Obr.6: Analyzovany vzorek v elektronovém mikroskopu — ¢astice prachu, BEC




Spektrum C @] Si Ti Mn Fe

Oblast 1 0,00 3,18 0,31 0,00 1,53 94,98
Oblast 2 0,00 3,76 1,13 0,66 2,67 91,78
Oblast 3 0,00 3,09 0,24 0,00 1,39 95,28
Oblast 4 0,00 0,01 0,03 0,00 0,46 99,49
Oblast 5 1,01 0,00 0,01 0,00 0,27 98,72
Oblast 6 3,98 2,52 0,21 0,00 1,55 91,74

Tabulka 1: Chemicka analyza vzorku z obr.6
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Obr.7: Analyzovany vzorek
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Spektrum z mista 4

3 Shrnuti

Pofidili jsme snimky makrostruktury analyzovaného prasku a jeho mikrostruktury —
tvar ¢astic je prevazné kulovity s riznym primeérem.

Chemickou analyzou bylo urc¢eno slozeni prachu — oxidy Zeleza, misty Castice Cist¢ho
zeleza a stopy uhliku.
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